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1. 背景 

近年、ナノフォトニクスの分野でエネルギー

損失の小さな高屈折率誘電体を用いた光ナノ

アンテナの研究が注目を集めている。光ナノア

ンテナにおいて指向性は重要であり、電磁気モ

ードが励起される高屈折率誘電体ナノ粒子の

配列構造は、配列に由来する電磁場増強、散乱

指向性を示すため活発に研究がなされている。

また、円偏光はロバストな通信を可能とするた

め、円偏光とカップリングする光ナノアンテナ

も注目されている。近年、走査型透過電子顕微

鏡(STEM)を用いたカソードルミネセンス(CL)

法によって、電子線照射による Si ナノ球から

の円偏光放射が報告された[1]。本発表では、

STEM-CL法による 1次元配列構造である Siナ

ノ球鎖からの円偏光放射の観測を報告する。 

2. 実験方法 

測定には4次元STEM-CL法を用いた(図1)。

電子線照射による試料からの放射光は STEM

内に試料に被さるように導入された放物面鏡

によりコリメートされる。電子顕微鏡外のスリ

ットにより𝑥 − 𝑧平面上の放射光の角度 1 次元

の情報が保持され、分光器内 2次元 CCD面の

エネルギー分散軸と直交する軸に記録される。

よって、1/4 波長板、偏光子によって偏光選択

された CL強度が電子線による励起位置 2次元

＋エネルギー1次元＋角度 1次元の計 4次元で 

測定可能となっている。 

Fig.１ Experimental system of 4D STEM-CL 

3. 結果 

Siナノ球鎖の STEM-BF像および試料からの

右回り円偏光(RCP)と左回り円偏光(LCP)の CL

強度差マップを図 2 に示す。CL 強度差マップ

は赤色でマッピングされた位置に電子線を照

射すると RCP が支配的に放射され、青色でマ

ッピングされた位置では LCP が支配的である

ことを示している。CL 強度差マップの結果よ

り、左右の Si ナノ球間で励起位置における円

偏光放射の支配性が異なることが確認された。 

Fig.2 (a) STEM-BF image of a spherical Si 

nanoparticle dimer. (b) Map of the CL intensity 

difference between RCP and LCP. Black circle 

represents the edge of nanoparticle. Emission 

wavelength is 575 nm and angle is 75°. 
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